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TESIS

RANCANG BANGUN SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY UNTUK
MENGUKUR KONSTANTA DIELEKTRIK DAN KETEBALAN LAPISAN
TIPIS GRAPHENE/SiO2 MENGGUNAKAN SUMBER CAHAYA
PANJANG GELOMBANG TUNGGAL (632,8 nm)

DESIGN SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY TO MEASURE DIELECTRIC
CONSTANTS AND THICKNESS OF GRAPHENE/SiO2 USING SOURCE
LIGHT SINGLE WAVELENGTH (632,8 nm)
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